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Ｒｉｅｔｖｅｌｄ全图拟合法定量分析伊利石矿的精确度及误差来源
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摘要：伊利石是一种重要的矿产资源，准确获得矿石中矿物组成和含量具有重要的理论和实际意义。

Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 全图拟合法采用整个衍射图进行分析，具有较高的准确度。然而由于缺少纯的伊利石样品，目前对
于该方法在分析伊利石矿样的精确度和误差来源尚不清楚。本文采用 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 全图拟合法对人工配制和天
然的伊利石典型矿样进行了分析和计算，并与 Ｘ 射线荧光光谱（ＸＲＦ）分析结果进行了对比，探讨了该方法
的精确度及产生误差的因素。结果表明：人工配制的伊利石 －石英二元混合物绝对误差范围为 －０．９％ ～
０．９％；伊利石－石英－钠长石三元混合物绝对误差范围为 －１．９％ ～１．６％；伊利石 －石英 －钠长石 －方解
石－高岭石多元混合物绝对误差范围－２．３％～１．６％。天然伊利石矿样的 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 定量结果与 ＸＲＦ分析结
果具有很好的一致性。表明该方法在分析伊利石矿样中具有较高的精确度，误差来源主要受伊利石结构模

型、各物相中原子热振动参数 Ｕｉｓｏ取值合理性，以及择优取向等因素的影响。因此，在实际分析伊利石矿样
时，建议根据实际情况选择合理的矿物结构模型，原子热振动 Ｕｉｓｏ取值应参考文献进行合理设定，制备试样
应尽量减弱择优取向。

关键词：伊利石；Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 全图拟合法；精确度；误差来源；Ｘ射线衍射法；结构精修
要点：

（１）采用纯矿物配制出不同含量和组成的混合样品。
（２）Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 法具有较高的精确度，误差主要受矿物结构模型、热振动和择优取向影响。
（３）天然伊利石矿样 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 定量结果与 ＸＲＦ分析结果具有很好的一致性。
中图分类号：Ｐ５７５．５ 文献标识码：Ａ

伊利石是土壤、泥岩以及热液蚀变中常见的矿

物，当伊利石富集到一定程度便形成有价值的矿床。

目前伊利石被广泛应用于陶瓷、涂料、填料、钾肥制

造等行业［１ －３］。自然界产出的伊利石常与石英、长

石、高岭石和方解石等矿物共（伴）生，准确获取伊

利石矿各组分含量对其矿产勘查、工业应用以及实

验室研究都具有重要的意义。

Ｘ射线衍射（ＸＲＤ）是一种常用的矿物定量分
析方法，包括：内标法、增量法、基体清洗法、外标法、

绝热法和 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 全图拟合法等［４ －５］。其中，内标

法、增量法、基体清洗法需要加入内标，增加了衍射

线重叠几率；内标法、增量法和外标法都需要绘制标
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准工作曲线。然而地质样品由于组分复杂，难以获

得纯样，前四种方法的应用因而受到限制。绝热法

简单快速，目前应用广泛，但常受到峰叠加和择优取

向的影响。例如，伊利石强峰（ｄ００６ ＝０．３３４ｎｍ）和
（ｄ１ １４ ＝０．３１９ｎｍ）分别与石英最强峰 （ｄ１０１ ＝
０．３３４ｎｍ）和钠长石最强峰（ｄ００６ ＝０．３１９ｎｍ）严重
叠加。

Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 全图拟合法是一种基于结构信息而进
行物相定量的方法［６］。该方法无需标样和绘制标

准曲线，使用了整个衍射图，因而减弱了峰叠加、微

吸收和择优取向等因素的影响，从而获得较高的精

确度［７］。例如，人工配制的简单二元、三元以及四

元无机混合物定量分析中，绝对误差小于 １％［８］。

近年来已有较多的文献报道了采用该方法对土壤、

泥页岩和砂岩等地质样品开展探索性研究［９ －１０］。

然而，由于某些矿物难以获得纯地质样品，尤其是纯

黏土矿物，因此少有文献报道该方法的精确度。少

部分研究采用 Ｘ 射线荧光光谱法（ＸＲＦ）分析结果
进行间接的交叉验证［１ １］，或者采用细粒的白云母代

替伊利石进行精确度评价［１２］。与白云母对比，伊利

石层间钾离子含量明显偏少，粒径为微米级，择优取

向的影响程度可能不同，因此两者间仍存在一定的

差异。极少的文献中添加了伊利石纯样模拟地质产

物（例如：凝灰岩），但这类研究中伊利石并非重点

研究对象，添加的伊利石量较低（约 ５％）［１３］。因
此，目前对 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 定量分析伊利石矿样的精确度
以及误差来源仍未清楚。

本课题组对中国伊利石进行了系统性的矿物学

调查，发现浙江某伊利石样品纯度很高，部分样品纯

度达到了 １００％，有利于开展精确度评价工作。本
文根据伊利石矿中常见的伴生组合关系，配制了不

同比例的二元、三元和多元混合样品，探讨了

Ｒｉｅｔｖｅｌｄ全图拟合法分析伊利石矿样的精确度和误
差来源。同时采用 ＸＲＦ 分析了不同成因和组合的
天然伊利石矿样，验证了 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 全图拟合法的实
用性和有效性。

１　实验部分
１．１　样品和主要试剂

本文采集的浙江伊利石在偏光显微镜下为细小

鳞片状结构，粒径小于 ２μｍ，未发现杂质矿物
（图 １ ａ）。该伊利石为 ２Ｍ１型，ＸＲＤ 图中清晰显示出
２Ｍ１型的 ５ 个特征衍射峰：ｄ０２３ ＝０．３７８ｎｍ、ｄ－１１４ ＝
０．３５１ｎｍ、ｄ１ １４ ＝０．３２５ｎｍ、ｄ０２５ ＝０．３０１ｎｍ 和 ｄ－１１６ ＝

０．２７９ｎｍ（图 １ｂ）［１４］。ＸＲＦ分析本文采集样品的成分
为：ＳｉＯ２ ４７．９５％，Ａｌ２Ｏ３ ３７．８５％，Ｆｅ２Ｏ３ ０．１４％，ＭｇＯ
０．０６％，ＣａＯ ０．１９％，Ｎａ２ Ｏ ０．３０％，Ｋ２ Ｏ ９．０２％，
ＴｉＯ２ ０．０２％，Ｐ２Ｏ５ ０．１５％，烧失量（ＬＯＩ）４．９５％。

图 １　浙江伊利石显微照片和衍射谱图（ａ—正交偏光显微
照片；ｂ—ＸＲＤ谱图，▽—２Ｍ１云母特征衍射峰）

Ｆｉｇ．１ 　 Ｍｉｃｒｏｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓ ａｎｄ ＸＲＤ ｓｐｅｃｔｒｕｍ ｏｆ ｉｌｌｉｔｅ ｆｒｏｍ
Ｚｈｅｊｉａｎｇ Ｐｒｏｖｉｎｃｅ （ａ．Ｍｉｃｒｏｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｓ ｕｎｄｅｒ ｃｒｏｓｓ
－ｐｏｌａｒｉｚｅｄ ｌｉｇｈｔ；ｂ．Ｔｈｅ ＸＲＤ ｐａｔｔｅｒｎ，▽．Ｃｈａｒａｃｔ －
ｅｒｉｓｔｉｃ ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎｓ ｏｆ ２Ｍ１ ｍｉｃａｓ）

根据伊利石矿中常见的共（伴）生关系配制二

元（样品编号 ＩＱ －１ 至 ＩＱ －４，表 １）、三元（样品编
号ＩＱＡ －１至ＩＱＡ －４，表 ２）及多元（样品编号 Ｃ －１
至 Ｃ －４，表 ３）混合物试样。钠长石为国家标准物
质（ＧＢＷ０３１３４），方解石、石英为分析纯，购自天津
市大茂化学试剂厂。高岭石采自广东茂名，提纯至

ＸＲＤ 检查无杂相。采用分析天平称重，精确至
０．０００１ｇ，试样质量为 １ ｇ。３ 个典型的伊利石矿样分
别采自湖南岳阳某矿山、吉林安图伊利石矿以及购

自石家庄市行唐县鑫磊矿物粉体厂。岳阳样品为块

状构造，隐晶质结构，热液成因。吉林和鑫磊样品皆

为粉体，沉积成因。

１．２　样品分析测试
为了减弱择优取向，采用侧装法制备 ＸＲＤ 分析
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试样。采用理学 Ｒｉｇａｋｕ Ｄ／ｍａｘ２５００ 衍射仪进行测
试，测试条件为：Ｃｕ Ｋα射线，Ｎｉ 滤波片，管压 ４０ｋＶ，
管流 ２５０ｍＡ，扫描范围为 ３°～７０°，步长 ０．０２°，扫描
速度 ２ °／ｍｉｎ。Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 定量分析采用 ＧＳＡＳ 软
件［１５］。物相含量与结构精修中的标度因子 Ｓ有关，
计算公式如下：

Ｗｉ ＝ＳｉρｉＶｉ ／Σ
ｎ

ｊ＝１
ＳｊρｊＶｊ

式中：Ｗ、Ｓ、ρ和 Ｖ分别是某物相的含量、标度因子、
密度和晶胞体积［１６］。精修的参数包括标度因子 Ｓ、
峰形参数、背景函数、晶胞参数以及伊利石的 Ｋ 原
子占位等。

Ｘ射线荧光光谱（ＸＲＦ）分析：在 １０５０℃高温使
样品熔融，获得玻璃碟片试样，采用 ＰＡＮａｌｙｔｉｃａｌ
Ａｘｉｏｓ ＰＷ４０４ 仪器进行分析。烧失量（ＬＯＩ）是将样
品 １０５℃烘干后称重，然后放入马弗炉中 １０００℃保
温 ２ｈ，冷却后再称重，加热前后质量差即为烧失量。

２　结果与讨论
２．１　Ｒｉｅｔｖｅｌｄ定量分析的准确度和精密度评价
２．１．１　准确度评价

传统观点认为 ＸＲＤ 只能达到半定量。经统计
分析，ＸＲＤ分析结果的绝对误差小于 ３％，相对误差
小于 １０％，认为是高精度［１７］。对于含黏土矿物样

品，主要成分的相对误差在 ±１０％以内，含量少于
２０％物相的相对误差在±２０％，属于结果较好［１８］。

表 １ 测试结果表明，伊利石－石英二元混合物

中伊利石和石英的绝对误差都存在正负值，随着石

英含量增加，两者的绝对误差没有出现太大的变化，

范围为－０．９％～０．９％（表 １）。伊利石的相对误差
值较小，为－０．７％ ～１．８％。石英的相对误差范围
为－２３．３％ ～６．０％，并随着石英含量减少而急剧增
大。这是由于 ＸＲＤ分析的绝对误差较小（－０．５％
～０．９％），而石英含量却急剧减少所造成。
表 ２ 测试结果表明，伊利石 －石英 －钠长石三

元混合物中伊利石和石英的绝对误差存在正负值，

而钠长石都为正值，主要由于钠长石产生了择优取

向（见 ２．２ 节）。４ 组样品的绝对误差范围为
－１．９％ ～１．６％。伊利石的相对误差较小，为
－３．８％～０．４％；石英和钠长石的相对误差分别为
－１３．０％ ～７．０％和 １．３％ ～８．０％；两者的相对误
差都出现随着其含量减少而增大的现象，原因是误

差变化不大而含量减少所造成。

表 ３ 测试结果表明，伊利石 －石英 －钠长石 －
方解石－高岭石多元混合物中各矿物绝对误差都存
在正负值，绝对误差范围为 －２．３％ ～１．６％。伊利
石和钠长石的相对误差值较小，分别为 －５．５％ ～
１．６％和－４．０％～６．０％；方解石和高岭石含量低，
相对误差都较大，分别为 －１４．０％ ～１４．０％和
－５．３％～５．３％；石英的相对误差值随着其含量减
小而明显增大，为 －８．０％ ～１０．７％，原因与上述二
元和三元混合物的情况相似。

本文配制的样品的绝对误差均小于 ±３％；

表 １　伊利石－石英二元混合物 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ定量分析结果
Ｔａｂｌｅ １　Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ ａｎａｌｙｓｉｓ ｒｅｓｕｌｔｓ ｏｆ ｉｌｌｉｔｅ －ｑｕａｒｔｚ ｂｉｎａｒｙ ｍｉｘｔｕｒｅｓ

样品编号
理论值（％） Ｒｉｅｔｖｅｌｄ定量结果（％）

伊利石 石英 伊利石 绝对误差 相对误差 石英 绝对误差 相对误差 绝对误差范围

ＩＱ －１ ９７．０ ３．０ ９７．７ ０．７ ０．７ ２．３ －０．７ －２３．３ －０．７ ～０．７
ＩＱ －２ ９０．０ １０．０ ８９．４ －０．６ －０．７ １０．６ ０．６ ６．０ －０．６ ～０．６
ＩＱ －３ ７０．０ ３０．０ ６９．５ －０．５ －０．７ ３０．５ ０．５ １．７ －０．５ ～０．５
ＩＱ －４ ５０．０ ５０．０ ５０．９ ０．９ １．８ ４９．１ －０．９ －１．８ －０．９ ～０．９

表 ２　伊利石－石英－钠长石三元混合物 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ定量分析结果
Ｔａｂｌｅ ２　Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ ａｎａｌｙｓｉｓ ｒｅｓｕｌｔｓ ｏｆ ｉｌｌｉｔｅ －ｑｕａｒｔｚ －ａｌｂｉｔｅ ｔｅｒｎａｒｙ ｍｉｘｔｕｒｅｓ

样品编号
理论值（％） Ｒｉｅｔｖｅｌｄ定量结果（％）

伊利石 石英 钠长石 伊利石 绝对误差 相对误差 石英 绝对误差 相对误差 钠长石 绝对误差 相对误差 绝对误差范围

ＩＱＡ －１ ５０ ４０ １０ ４９．０ －１．０ －２．０ ４０．５ ０．５ １．３ １０．５ ０．５ ５．０ －１．０ ～０．５
ＩＱＡ －２ ５０ ３０ ２０ ５０．２ ０．２ ０．４ ２８．２ －１．８ －６．０ ２１．６ １．６ ８．０ －１．８ ～１．６
ＩＱＡ －３ ５０ ２０ ３０ ４８．１ －１．９ －３．８ ２１．４ １．４ ７．０ ３０．４ ０．４ １．３ －１．９ ～１．４
ＩＱＡ －４ ５０ １０ ４０ ５０．１ ０．１ ０．２ ８．７ －１．３ －１３．０ ４１．２ １．２ ３．０ －１．３ ～１．２
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相对误差除了 ＩＱ －１ 中由于石英含量只有 ３％而造
成较大的相对误差（－２３．３％），其他试样中各物相
的相对误差接近或者小于 ±１０％，表明 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 定
量分析伊利石矿可以获得较高的准确度。这与前人

采用 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 定量方法可以获得较高的精确度相一
致。例如，Ｈｉｌｌｉｅｒ［１９］分析高岭石 －绿泥石 －白云母
－石英 －方解石 －白云石 －钠长石模拟配制的砂
岩，绝对误差小于 ３％。付伟等［２０］配制了石英 －
高岭石、石英－高岭石－蒙脱石两个黏土样品，绝对
误差分别是 １．４６％和 １．０３％。

表 ４　Ｃ －３ 样品 １０ 次 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ定量分析结果
Ｔａｂｌｅ ４　Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ ａｎａｌｙｓｉｓ ｒｅｓｕｌｔｓ ｏｆ Ｃ －３ ｓａｍｐｌｅ ｆｏｒ ｔｅｎ ｔｉｍｅｓ

矿物种类
１０ 次 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ定量分析结果（％）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

平均值

（％）

标准偏差

（％）

伊利石 ５８．８ ５９．１ ５９．７ ５９．４ ５９．３ ５９．４ ５９．６ ５８．９ ５９．３ ５９．５ ５９．３０ ０．２９
石英 １６．６ １６．８ １５．８ １６．０ １６．７ １６．５ １６．３ １６．６ １６．３ １５．９ １６．３５ ０．３５
钠长石 １５．１ １４．４ １４．６ １４．８ １４．２ １４．５ １４．４ １５．０ １４．６ １４．８ １４．６４ ０．２８
方解石 ４．３ ５．１ ５．１ ５．３ ５．１ ５．０ ５．１ ４．８ ５．３ ５．２ ５．０３ ０．２９
高岭石 ５．２ ４．６ ４．８ ４．５ ４．７ ４．６ ４．６ ４．７ ４．５ ４．６ ４．６８ ０．２０

２．１．２　精密度评价
精密度是评价检测方法有效性的另一个重要指

标。以 Ｃ －３ 样品为例，１０ 次 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 定量分析结
果（表 ４）显示各矿物的平均含量分别是：伊利石
５９．３０％，石英 １６．３５％，钠长石 １４．６４％，方解石
５．０３％和高岭石 ４．６８％，均接近样品的理论值。
１０ 次分析结果的标准偏差范围为 ０．２０％ ～
０．３５％，低于前人所认可的 ５％标准偏差值。
较小的标准偏差表明多次分析结果的一致性程

度高，复现性好［１８］。

２．２　Ｒｉｅｔｖｅｌｄ定量分析误差来源
２．２．１　结构模型的影响

Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 定量分析结果在很大程度上取决于精
修效果，可采用 Ｒｗ ｐ参数进行评价。一般认为 Ｒｗ ｐ
＜１５％，精修结果可以接受；Ｒｗ ｐ ＜１０％，精修结果较
好［２１］。采用ＧＳＡＳ软件进行Ｒｉｅｔｖｅｌｄ定量分析时，

发现结构模型、原子热振动以及择优取向是影响误

差的主要因素。

石英、方解石、高岭石和钠长石等矿物成分简

单，容易选择出合适的晶体结构模型。伊利石由于

晶体细小，因此发表的结构数据较少。查询只获得

４ 个 ２Ｍ１型伊利石结构，分别是 ００１２８６５（Ａｍｅｒｉｃａｎ
Ｍｉｎｅｒａｌｏｇｉｓｔ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ Ｄａｔａｂａｓｅ）、９００９６６５
（Ｃｒｙｓｔａｌ Ｏｐｅｎ Ｄａｔａｓｅｔｓ）、９０１４４ （ＩＣＳＤ 数据库）和
００ －０２６ －０９１ １（ＩＣＤＤ 数据库）。前三个数据库收
录的伊利石结构数据实为同一个结构［１３］，与之对应

的 ＰＤＦ卡片为 ７０ －３７５４（图 １ｂ）。伊利石采用该结
构进行 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 精修获得 Ｒｗｐ值接近 ２０％。较大的
Ｒｗｐ值主要是由于精修过程中，－１１５ 衍射峰（２θ＝
２８．５°）计算模拟强度明显大于实测强度，而且很难
收敛（图 １ｂ）。伊利石使用 ００ －０２６ －０９１ １ 结构作
为初始模型进行 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 精修，Ｒｗｐ值范围为 １５％ ～
２０％。因此，这两个 ２Ｍ１型伊利石结构模型都不合
适。尝试采用白云母结构作为伊利石的初始结构

（例如：ＩＣＳＤ －１７０４９），精修获得所有组合样品的
Ｒｗｐ值均小于 １５％。以 ＩＱ －３、ＩＱＡ －１ 和 Ｃ －３ 样品
为例，Ｒｗ ｐ值分别为 ０．１２１５、０．１３１０ 和 ０．１１８８，实测
图和计算图吻合较好，差值曲线接近于一条直线

（图 ２），表明采用白云母作为伊利石初始结构模型
可以获得较好的精修结果。

２．２．２　原子热振动的影响
原子热振动参数 Ｕｉｓｏ对标度因子 Ｓ的影响明显，

表 ３　伊利石－石英－钠长石－方解石－高岭石多元混合物 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ定量分析结果
Ｔａｂｌｅ ３　Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ ａｎａｌｙｓｉｓ ｒｅｓｕｌｔｓ ｏｆ ｉｌｌｉｔｅ －ｑｕａｒｔｚ －ａｌｂｉｔｅ －ｃａｌｃｉｔｅ －ｋａｏｌｉｎｉｔｅ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ｍｉｘｔｕｒｅｓ

样品

编号

理论值（％） Ｒｉｅｔｖｅｌｄ定量结果（％）

伊利石 石英 钠长石 方解石 高岭石 伊利石
绝对

误差

相对

误差
石英

绝对

误差

相对

误差
钠长石

绝对

误差

相对

误差
方解石

绝对

误差

相对

误差
高岭石

绝对

误差

相对

误差

绝对误

差范围

Ｃ －１ ２０ ５０ ２０ ２．５ ７．５ １８．９ －１．１ －５．５ ５０．２ ０．２ ０．４ ２０．６ ０．６ ３．０ ２．４ －０．１ －４．０ ７．９ ０．４ ５．３ －１．１ ～０．６
Ｃ －２ ４０ ３０ ２０ ５ ５ ４０．２ ０．２ ０．５ ２７．７ －２．３ －７．７ ２１．２ １．２ ６．０ ５．７ ０．７ １４．０ ５．２ ０．２ ４．０ －２．３ ～１．２
Ｃ －３ ６０ １５ １５ ５ ５ ５８．８ －１．２ －２．０ １６．６ １．６ １０．７ １５．１ ０．１ ０．７ ４．３ －０．７－１４．０ ５．２ ０．２ ４．０ －１．２ ～１．６
Ｃ －４ ８０ ５ ５ ２．５ ７．５ ８１．１ １．３ １．６ ４．６ －０．４ －８．０ ４．８ －０．２ －４．０ ２．２ －０．３ １２．０ ７．１ －０．４ －５．３ －０．４ ～１．３
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图 ２　二元、三元和多元混合物 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ精修图
Ｆｉｇ．２ 　 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ｒｅｆｉｎｅｍｅｎｔ ｐａｔｔｅｒｎｓ ｏｆ ｂｉｎａｒｙ，ｔｅｒｎａｒｙ ａｎｄ

ｍｕｌｔｉｐｌｅ ｍｉｘｔｕｒｅｓ

从而影响矿物含量，但 Ｕｉｓｏ值的合理性经常被忽略。
较小的 Ｕｉｓｏ值会降低组分含量，较大的 Ｕｉｓｏ值会增加
组分含量。例如，ＩＣＳＤ －１７０４９ 白云母的各原子缺
失 Ｕｉｓｏ值，在导入 ＧＳＡＳ 软件时所有原子的 Ｕｉｓｏ值被
赋予 ０．０００３２Å２，明显小于云母实际 Ｕｉｓｏ值，例如钾
原子的 Ｕｉｓｏ约为 ０．０２５Å

２［２２］。精修过程中发现伊利

石始终比理论值低 ２％ ～３％。这表明较低的 Ｕｉｓｏ值
降低了矿物含量，这与前人研究结果一致。查阅文

献将伊利石中 Ｋ原子、Ｓｉ（Ａｌ）原子和 Ｏ 原子的 Ｕｉｓｏ
值分别设定为 ０．０２５Å２、０．０１Å２和０．０１５Å２，计算获
得的含量接近理论值（表 １ ～表 ３）。因此，建议查
阅相关文献检查 Ｕｉｓｏ的合理性。

２．２．３　择优取向的影响
择优取向会促使某些晶面衍射强度异常增强，

歪曲了相对强度比值从而引起误差［２３］。伊利石、钠

长石、方解石和高岭石解理发育，容易产生择优取

向，因此本文在制样时采用侧装法，一定程度上减弱

了择优取向。但仍可以观察到伊利石的 ００２、００４ 和
００６ 等 ００ｌ晶面的实测峰强度仍略大于计算强度，表
明择优取向仍存在（图 ２）。另外，三元混合物中，钠
长石的 ０．３１９ｎｍ 衍射峰对应的是 ００２ 解理面也存
在优取向（图 ２ｂ），促使钠长石含量常高于理论值
（表 ２）。尽管 ＧＳＡＳ 软件中可以进行择优取向校
正，但这种校正只是近似的粗略校正，只能在一定程

度上减弱择优取向的影响，但很难消除［２４］。因此，

建议在样品制备和测试过程中应尽力减弱择优

取向。

２．３　方法有效性验证
Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 定量分析获得岳阳样品 Ｒｗｐ 值为

０．１３９６，鑫磊样品 Ｒｗｐ值为 ０．１１９０，吉林样品 Ｒｗｐ值
为０．１２５５，差值曲线基本为一条平滑的直线，表明精
修效果较好（图 ３）。岳阳样品中伊利石和石英含量
分别为 ４４．４％和 ５５．６％；鑫磊样品中的伊利石、
石英、钠长石和高岭石含量分别为 ３８．４％、５５．８％、
５．３％和 ０．５％；吉林样品中的伊利石、石英、钠长
石、方解石和高岭石含量分别为 ２８．６％、５ １．１％、
１６．８％、２．２％和 １．３％（表 ５）。

ＸＲＦ分析结果常用于交叉验证 ＸＲＤ 分析结果
的准确性。通常将 ＸＲＤ 获得的物相含量与各物相
中元素的百分含量进行联合计算而获得整个样品的

化学组成［２５］。由于不同试样中伊利石层间钾离子

含量不同，因此伊利石化学组成采用精修获得的晶

体化学式。其他矿物由于化学成分简单以及含量较

少，采用理论化学式。

岳阳矿样中伊利石精修获得的晶体化学式为

Ｋ０．９２Ａｌ２（Ｓｉ３ Ａｌ１）Ｏ１０（ＯＨ）２，联合矿物含量计算出
ＳｉＯ２７５．８９％、Ａｌ２ Ｏ３ １７．１８％和 Ｋ２ Ｏ ４．７５％，接近
ＸＲＦ实测结果（ＳｉＯ２７４．７７％、Ａｌ２ Ｏ３ １５．８９％和 Ｋ２ Ｏ
４．６８％，见表 ６）。相似地，取至石家庄鑫磊样品中
伊利石晶体化学式为 Ｋ０．９８Ａｌ２（Ｓｉ３Ａｌ１）Ｏ１０（ＯＨ）２，据
此计算出化学组成为 ＳｉＯ２ ７７．７６％、Ａｌ２Ｏ３ １５．５４％、
Ｋ２Ｏ ４．３５％和 Ｎａ２ Ｏ ０．５８％，接近 ＸＲＦ 分析结果
（ＳｉＯ２ ７７．５３％、Ａｌ２Ｏ３ １３．８４％、Ｋ２Ｏ ３．９２％和 Ｎａ２ Ｏ
０．３８％，见表 ６）。吉林样品中伊利石的晶体化学式
为 Ｋ０．８９Ａｌ２（Ｓｉ３ Ａｌ１）Ｏ１０（ＯＨ）２，计算出化学成分为
ＳｉＯ２ ７６．３５％、Ａｌ２ Ｏ３ １ ４．７９％、Ｋ２ Ｏ ３．０３％、Ｎａ２ Ｏ
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图 ３　伊利石矿样 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ精修图
Ｆｉｇ．３　Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ｒｅｆｉｎｅｍｅｎｔ ｐａｔｔｅｒｎｓ ｏｆ ｉｌｌｉｔｅ ｏｒｅ ｓａｍｐｌｅｓ

表 ６　天然伊利石矿样化学组成
Ｔａｂｌｅ ６　Ｃｈｅｍｉｃａｌ ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ ｏｆ ｎａｔｕｒａｌ ｉｌｌｉｔｅ ｓａｍｐｌｅｓ

样品来源
分析

方法

ＳｉＯ２
（％）

Ａｌ２ Ｏ３
（％）

Ｆｅ２ Ｏ３
（％）

ＭｇＯ

（％）

ＣａＯ

（％）

Ｎａ２Ｏ

（％）

Ｋ２Ｏ

（％）

ＭｎＯ

（％）

ＴｉＯ２
（％）

Ｐ２Ｏ５
（％）

ＬＯＩ

（％）

总和

（％）

岳阳
ＸＲＦ ７４．７７ １５．８９ ０．６９ ０．２０ ０．０６ ０．２９ ４．６８ ０．００８ ０．０７ ０．０３ ２．０５ ９８．１６
Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ７５．８９ １７．１８ － － － － ４．７５ － － － － ９７．８２

鑫磊
ＸＲＦ ７７．５３ １３．８４ ０．９４ ０．３２ ０．１５ ０．３８ ３．９２ ０．０２ ０．１０ ０．０４ １．９６ ９９．１９
Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ７７．７６ １５．５４ － － － ０．５８ ４．３５ － － － － ９８．２３

吉林
ＸＲＦ ７４．４０ １２．４２ １．５２ ０．４６ １．８０ １．９２ ２．８０ ０．０４ ０．６０ ０．１８ ３．１０ ９９．２４
Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ７６．３５ １４．７９ － － １．４７ ２．０３ ３．０３ － － － － ９７．６７

注：“－”表示未进行计算。

２．０３％和 ＣａＯ １．４７％，接近 ＸＲＦ 分析结果（ＳｉＯ２
７４．４０％、Ａｌ２Ｏ３ １２．４２％、Ｋ２Ｏ ２．８０％、Ｎａ２ Ｏ １．９２％
和 ＣａＯ １．８０％，见表 ６）。

表 ５　天然伊利石矿样 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ定量分析结果
Ｔａｂｌｅ ５　Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ ａｎａｌｙｓｉｓ ｒｅｓｕｌｔｓ ｏｆ ｎａｔｕｒａｌ ｉｌｌｉｔｅ

ｓａｍｐｌｅｓ

样品

来源

伊利石

（％）

石英

（％）

钠长石

（％）

方解石

（％）

高岭石

（％）

岳阳 ４４．４ ５５．６ － － －

鑫磊 ３８．４ ５５．８ ５．３ － ０．５

吉林 ２８．６ ５１．１ １６．８ ２．２ １．３

注：“－”表示不含该矿物。

图 ４ 更直观地展示了计算成分与实测成分之间
的关系。除了计算的 Ａｌ２Ｏ３含量略高于对应的 ＸＲＦ
分析值，其他元素都表现出很好的一致性。成分计

算过程中将八面体全部认为由 Ａｌ占据，然而天然的
伊利石八面体中的 Ａｌ常被少量的Ｍｇ、Ｆｅ 和 Ｔｉ 等元
素类质同象替代［２６］。因此 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 计算的 Ａｌ２ Ｏ３含
量略高于对应的 ＸＲＦ分析值，差值范围为 １．２９％ ～
２．３７％。较小的误差表明 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 定量分析天然伊
利石矿样可以获得较高的精确度，应用效果好。

图 ４　Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 计算获得的化学成分与 ＸＲＦ 实测的化学
成分对比图

Ｆｉｇ．４　Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｃｈｅｍｉｃａｌ ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ ｂｅｔｗｅｅｎ ｔｈｅ
ｖａｌｕｅｓ ｃａｌｃｕｌａｔｅｄ ｂｙ ｔｈｅ Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ｍｅｔｈｏｄ ａｎｄ ｔｈｅ ＸＲＦ
ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
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３　结论
人工配制混合样品以及天然样品都证实了

Ｒｉｅｔｖｅｌｄ全图拟合法在定量分析伊利石矿样中可以
获得较高的精确度，绝对误差均小于±３％。影响定
量分析的误差来源主要为伊利石结构模型、各物相

中原子热振动参数 Ｕｉｓｏ值以及样品择优取向。为了
获得较高的精确度，建议在 ＸＲＤ 实验过程中，首先
应仔细进行样品前处理，采用合适的方法制备试样，

以及优化测试条件以尽可能减弱择优取向。其次，

在 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 结构精修时则应选择匹配度高的伊利石
晶体结构作为初始模型，同时应合理地设置各个物

相的原子热振动 Ｕｉｓｏ值。研究也表明，Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 全图
拟合法将在伊利石矿石质量评价、工业提纯加工以

及实验研究方面具有广泛的应用前景。

致谢：感谢中国科学院广州地球化学研究所王迎亚

博士提供伊利石样品。
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［１７］　Ｃａｌｖｅｒｔ Ｃ Ｓ，Ｐａｌｋｏｗｓｋｙ Ｄ Ａ，Ｐｅｖｅａｒ Ｄ Ｒ．Ａ ｃｏｍｂｉｎｅｄ
Ｘ －ｒａｙ ｐｏｗｄｅｒ ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ ａｎｄ ｃｈｅｍｉｃａｌ ｍｅｔｈｏｄ ｆｏｒ ｔｈｅ
ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ ｍｉｎｅｒａｌ ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ ｇｅｏｌｏｇｉｃ ｓａｍｐｌｅｓ［Ｍ］．
Ｃｏｌｏｒａｄｏ：Ｃｌａｙ Ｍｉｎｅｒａｌｓ Ｓｏｃｉｅｔｙ，１９８９：１５４ －１６６．

［１８］　Ｍｏｏｒｅ Ｄ Ｍ，Ｒｅｙｎｏｌｄｓ Ｒ Ｃ．Ｘ －ｒａｙ ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ ａｎｄ ｔｈｅ
ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ ａｎｄ ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ ｃｌａｙ ｍｉｎｅｒａｌｓ［Ｍ］．Ｏｘｆｏｒｄ：
Ｏｘｆｏｒｄ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ，１９９７：２９８ －２９９．

［１９］　Ｈｉｌｌｉｅｒ Ｓ．Ａｃｃｕｒａｔｅ ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ ｃｌａｙ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ
ｍｉｎｅｒａｌｓ ｉｎ ｓａｎｄｓｔｏｎｅｓ ｂｙ ＸＲＤ：Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ｏｆ ａ
Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ａｎｄ ａ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ ｒａｔｉｏ （ＲＩＲ）ｍｅｔｈｏｄ
ａｎｄ ｔｈｅ ｉｍｐｏｒｔａｎｃｅ ｏｆ ｓａｍｐｌｅ ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ［Ｊ］．Ｃｌａｙ
Ｍｉｎｅｒａｌｓ，２０００，３５：２９１ －３０２．

—７９２—
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万方数据



［２０］　付伟，彭召，罗鹏，等．ＸＲＤ －Ｒｉｅｔｖｅｌｄ全谱拟合法应用
于土壤样品物相定量的准确性检验：模拟实验与方

法对比［Ｊ］．光谱学与光谱分析，２０２０，４０ （３）：
９５０ －９５５．
Ｆｕ Ｗ，Ｐｅｎｇ Ｚ，Ｌｕｏ Ｐ，ｅｔ ａｌ．Ａｃｃｕｒａｃｙ ｔｅｓｔｉｎｇ ｏｆ ｓｏｉｌ
ｍｉｅｒａｌ ｑｕａｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｂｙ ＸＲＤ －Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ｆｕｌｌ －ｓｐｅｃｔｒｕｍ
ｆｉｔｔｉｎｇ ｍｅｔｈｏｄ：Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ ａｎｄ ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ
ｗｉｔｈ ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ ｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ ａｎｄ Ｓｐｅｃｔｒａｌ
Ａｎａｌｙｓｉｓ，２０２０，４０（３）：９５０ －９５５．

［２１］　郑振环，李强．Ｘ 射线多晶衍射数据 Ｒｉｅｔｖｅｌｄ 精修及
ＧＳＡＳ 软件入门［Ｍ］．北京：中国建材工业出版社，
２０１６：２０ －２３．
Ｚｈｅｎｇ Ｚ Ｈ，Ｌｉ Ｑ．Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｔｏ Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ｒｅｆｉｎｅｍｅｎｔ ｗｉｔｈ
Ｘ －ｒａｙ ｐｏｗｄｅｒ ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ ｄａｔａ ａｎｄ ＧＳＡＳ ｓｏｆｔｗａｒｅ［Ｍ］．
Ｂｅｉｊｉｎｇ：Ｃｈｉｎａ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｍａｔｅｒｉａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ
Ｈｏｕｓｅ，２０１６：２０ －２３．

［２２］　陈爱清．熔体中氟金云母生长机制与多型成因［Ｄ］．
北京：中国科学院大学，２０１９．
Ｃｈｅｎ Ａ Ｑ．Ｇｒｏｗｔｔｈ ｍｅｃｈａｎｉｓｍ ａｎｄ ｐｏｌｙｔｙｐｅ ｇｅｎｅｓｉｓ ｏｆ
ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ ｆｌｕｏｒｏｐｈｌｏｇｏｐｉｔｅ ｆｒｏｍ ｍｅｌｔ ［Ｄ］．Ｂｅｉｊｉｎｇ：

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ａｃａｄｅｍｙ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，２０１９．
［２３］　马礼敦．Ｘ 射线粉末衍射仪用试样的制作［Ｊ］．上海

计量测试，２００８（５）：２ －６．
Ｍａ Ｌ Ｄ．Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ ｓａｍｐｌｅｓ ｆｏｒ Ｘ －ｒａｙ ｐｏｗｄｅｒ
ｄｉｆｆｒａｃｔｏｍｅｔｅｒｓ［Ｊ］．Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ａｎｄ Ｔｅｓｔｉｎｇ，
２００８（５）：２ －６．

［２４］　陈昊鸿，雷芳．粉末衍射理论和实践［Ｍ］．北京：北京
教育出版社，２０１６：１５９ －１６０．
Ｃｈｅｎ Ｈ Ｈ，Ｌｅｉ Ｆ．Ｐｏｗｄｅｒ ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ ｔｈｅｏｒｙ ａｎｄ ｐｒａｃｔｉｃｅ
［Ｍ］．Ｂｅｉｊｉｎｇ：Ｈｉｇｈｅｒ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｐｒｅｓｓ，２０１６：１５９ －１６０．

［２５］　Ｊｏｚａｎｉｋｏｈａｎ Ｇ，Ｓａｈａｂｉ Ｆ，Ｎｏｒｏｕｚｉ Ｇ Ｈ，ｅｔ ａｌ．Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ
ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ ｔｈｅ ｃｌａｙ ｍｉｎｅｒａｌｓ ｉｎ ｔｈｅ Ｓｈｕｒｉｊｅｈ Ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ
Ｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｕｓｉｎｇ ｃｏｍｂｉｎｅｄ Ｘ －ｒａｙ ａｎａｌｙｔｉｃａｌ ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ
［Ｊ］．Ｒｕｓｓｉａｎ Ｇｅｏｌｏｇｙ ａｎｄ Ｇｅｏｐｈｙｓｉｃｓ，２０１６，５７（７）：
１０４８ －１０６３．

［２６］　Ｚｖｉａｇｉｎａ Ｂ Ｂ，Ｄｒｉｔｓ Ｖ Ａ，Ｓｒｏｄｏｎ Ｊ，ｅｔ ａｌ．Ｔｈｅ ｉｌｌｉｔｅ －
ａｌｕｍｉｎｏｃｅｌａｄｏｎｉｔｅ ｓｅｒｉｅｓ：Ｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｉｎｇ ｆｅａｔｕｒｅｓ ａｎｄ
ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｃｒｉｔｅｒｉａ ｆｒｏｍ Ｘ － ｒａｙ ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ ａｎｄ
ｉｎｆｒａｒｅｄ ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ ｄａｔａ［Ｊ］．Ｃｌａｙｓ ａｎｄ Ｃｌａｙ Ｍｉｎｅｒａｌｓ，
２０１５，６３（５）：３７８ －３９４．

Ａｃｃｕｒａｃｙ ａｎｄ Ｅｒｒｏｒ Ｓｏｕｒｃｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｒｉｅｔｖｅｌｄ Ｆｕｌｌ Ｐａｔｔｅｒｎ Ｆｉｔｔｉｎｇ Ｍｅｔｈｏｄ ｉｎ
Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｉｌｌｉｔｅ Ｏｒｅｓ

ＣＨＥＮ Ａｉｑｉｎｇ１，ＺＨＡＮＧ Ｌｉｘｕｅ２，ＬＩ Ｑｉａｎｇ２，ＺＨＵ Ｊｉａｎｘｉ３，ＬＩ Ｓｈａｎｇｙｉｎｇ４，ＨＥ Ｈｏｎｇｐｉｎｇ３*

（１．Ａｎａｌｙｓｉｓ ａｎｄ Ｔｅｓｔｉｎｇ Ｃｅｎｔｅｒ，Ｃｈｉｎａ Ｔｈｒｅｅ Ｇｏｒｇｅｓ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｙｉｃｈａｎｇ ４４３００２，Ｃｈｉｎａ；
２．Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ Ｍａｒｉｎｅ Ｇｅｏｌｏｇｉｃａｌ Ｓｕｒｖｅｙ，Ｃｈｉｎａ Ｇｅｏｌｏｇｉｃａｌ Ｓｕｒｖｅｙ，Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ ５ １００７５，Ｃｈｉｎａ；
３．Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｇｅｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｃｈｉｎｅｓｅ Ａｃａｄｅｍｙ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ ５ １０６４０，Ｃｈｉｎａ；
４．Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，
Ｓｈｅｎｚｈｅｎ ５ １８０５５，Ｃｈｉｎａ）

ＨＩＧＨＬＩＧＨＴＳ
（１）Ｍｉｘｅｄ ｓａｍｐｌｅｓ ｗｉｔｈ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｃｏｎｔｅｎｔ ａｎｄ ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ ｗｅｒｅ ｐｒｅｐａｒｅｄ ｂｙ ｐｕｒｅ ｍｉｎｅｒａｌｓ．
（２）Ｔｈｅ Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ｍｅｔｈｏｄ ｓｈｏｗｅｄ ｈｉｇｈ ａｃｃｕｒａｃｙ ａｎｄ ｉｔｓ ｅｒｒｏｒｓ ｗｅｒｅ ｍａｉｎｌｙ ａｆｆｅｃｔｅｄ ｂｙ ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ ｍｏｄｅｌ，ｔｈｅｒｍａｌ

ｖｉｂｒａｔｉｏｎ，ａｎｄ ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ．
（３）Ｔｈｅ Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ ｒｅｓｕｌｔｓ ｏｆ ｎａｔｕｒａｌ ｉｌｌｉｔｅ ｓａｍｐｌｅｓ ｗｅｒｅ ｉｎ ｇｏｏｄ ａｇｒｅｅｍｅｎｔ ｗｉｔｈ ｔｈｏｓｅ ｏｆ ｔｈｅ ＸＲＦ

ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ．

—８９２—
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ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｙｋｃｓ．ａｃ．ｃｎ
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万方数据



ＡＢＳＴＲＡＣＴ
ＢＡＣＫＧＲＯＵＮＤ：Ｉｌｌｉｔｅ ｉｓ ａｎ ｉｍｐｏｒｔａｎｔ ｍｉｎｅｒａｌ ｒｅｓｏｕｒｃｅ．Ｉｔ ｉｓ ｏｆ ｇｒｅａｔ ｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌ ａｎｄ ｐｒａｃｔｉｃａｌ ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ ｔｏ
ａｃｃｕｒａｔｅｌｙ ｏｂｔａｉｎ ｔｈｅ ｍｉｎｅｒａｌ ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ ａｎｄ ｃｏｎｔｅｎｔ ｏｆ ｉｌｌｉｔｅ ｏｒｅｓ．Ｔｈｅ Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ｆｕｌｌ ｐａｔｔｅｒｎ ｆｉｔｔｉｎｇ ｍｅｔｈｏｄ ｕｓｅｓ ｔｈｅ
ｗｈｏｌｅ ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ ｐａｔｔｅｒｎ ｆｏｒ ａｎａｌｙｓｉｓ ａｎｄ ｓｈｏｗｓ ｈｉｇｈ ａｃｃｕｒａｃｙ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｄｕｅ ｔｏ ｔｈｅ ｌａｃｋ ｏｆ ｐｕｒｅ ｉｌｌｉｔｅ ｓａｍｐｌｅｓ，ｔｈｅ
ａｃｃｕｒａｃｙ ａｎｄ ｅｒｒｏｒ ｓｏｕｒｃｅｓ ｏｆ ｔｈｉｓ ｍｅｔｈｏｄ ｆｏｒ ａｎａｌｙｚｉｎｇ ｔｈｅ ｃｏｎｔｅｎｔ ｏｆ ｉｌｌｉｔｅ ｏｒｅｓ ａｒｅ ｎｏｔ ｃｌｅａｒｌｙ ｋｎｏｗｎ ａｔ ｐｒｅｓｅｎｔ．
ＯＢＪＥＣＴＩＶＥＳ：Ｔｏ ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄ ｔｈｅ ａｃｃｕｒａｃｙ ａｎｄ ｅｒｒｏｒ ｓｏｕｒｃｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ｆｕｌｌ ｐａｔｔｅｒｎ ｆｉｔｔｉｎｇ ｍｅｔｈｏｄ ｉｎ
ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ ｉｌｌｉｔｅ ｏｒｅｓ．
ＭＥＴＨＯＤＳ：Ｔｈｅ Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ｆｕｌｌ ｐａｔｔｅｒｎ ｆｉｔｔｉｎｇ ｍｅｔｈｏｄ ｗａｓ ｕｓｅｄ ｔｏ ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅｌｙ ａｎａｌｙｚｅ ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ ａｎｄ ｎａｔｕｒａｌ ｉｌｌｉｔｅ
ｏｒｅ ｓａｍｐｌｅｓ．Ｔｈｅ ｒｅｓｕｌｔｓ ｏｆ Ｘ －ｒａｙ ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ （ＸＲＦ）ｏｆ ｎａｔｕｒａｌ ｉｌｌｉｔｅ ｏｒｅｓ ｗｅｒｅ ｃｏｍｐａｒｅｄ ｗｉｔｈ ｔｈｅ
ｃｈｅｍｉｃａｌ ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ ｃａｌｃｕｌａｔｅｄ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｍｉｎｅｒａｌ ｃｏｎｔｅｎｔｓ ｂｙ ｔｈｅ Ｒｉｅｔｖｅｌｄ ｍｅｔｈｏｄ．
ＲＥＳＵＬＴＳ：Ｔｈｅ ｒｅｓｕｌｔｓ ｓｈｏｗｅｄ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｍａｘｉｍｕｍ ａｂｓｏｌｕｔｅ ｅｒｒｏｒ ｒａｎｇｅｓ ｏｆ ｉｌｌｉｔｅ －ｑｕａｒｔｚ ｂｉｎａｒｙ ｍｉｘｔｕｒｅｓ，ｉｌｌｉｔｅ －
ｑｕａｒｔｚ －ａｌｂｉｔｅ ｔｅｒｎａｒｙ ｍｉｘｔｕｒｅｓ，ａｎｄ ｉｌｌｉｔｅ －ｑｕａｒｔｚ －ａｌｂｉｔｅ －ｃａｌｃｉｔｅ －ｋａｏｌｉｎｉｔｅ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ｍｉｘｔｕｒｅｓ ｗｅｒｅ －０．９％ －
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